
UKD 621.382.2 

NORMA BRANŻOWA 
BN-Si 

ELEMENTY Elementy p6łprzewodnikowe 3375-35.00 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Diody poiemnośc'iowe 

Zamla,ł 
Wymagania i badania BN· 77/3375·35.00 

,. WSTĘ;P 

" " Przedmiot normy. Przedmiotem normy s~ wymaga

ni a i badani a dotycz~ce diod pojemnościowych, przeznaczo

nych do pracy w elektronicznych urądzeniach powszechne

go uiytku, profesjonalnych' i urz~dzenl ach, w kt6rych wy

maga się zastosowania element6w o wysokiej i bardzo wy_ 

sokiej jakości. 

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze~ 
; 

go arkusza normy s~ wymagania i badania wsp61ne dla ca

łej grupy diod pojemnościowych, 

l, 3, Określeni a _ wg PN-78jT -O 1500; 00 i 01, 

1,4. Oznaczeni a li terowe parametr6w 

1,4, l. tam b - temperatura otoczenia w czasie pr~cy, 

1,4.2. t.,,, _ temperatura przechowywani a, 

1,4,3, Pozostałe oznaczenia literowe parametr6w - wg 

PN-76jT-01501, 00 i Ol, 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2, " Podział - wg BN-70j3375-1', 

2, 2, Spos6b budowy oznaczeni a - wg 

p, 2,2. 

3, WYMAGANIA 

PN-78jT-OIS15 

3, " Wymi ar)' - wg arkusza szcze.96łowego, 

3,2, Wykonanie - wg PN-78jT -01515 p, 3.2 i wg arku-
o 

sza szczegółowego. 

3. 3, Cechowani e - wg PN-78jT -O 1 S IS p. 3. 3 i wg arku

sza szczegółowego. 

Grupa kata/ovowa 1923 

3.4, Parametry elektryczne _ wg PN-78jT -01515 P. , 3, 4 

wg arkusza szczeg6łowego, 

3, S, Wyma9ania klimatyczne - wg PN-78jT-0151S p, 3,5, 

3,6, Wymagania mechaniczne - wg PN-7sjT -01515 

P. 3,6. 
, 

3,7, Wyma9ania niezawodnościowe - wg PN-78jT-01SIS 

P. 3. 7. 

3, S, Wymagania dodatkowe - wg PN-7SjT-OIS1S p, 3,8, 

.4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4, " Pakowanie - wg PN-7SjT -0151S p, 4, " 

4,2, Przechowywanie - wg PN-7SjT-01515 'p, 4,2, 

4,3, Transport - wg PN-7SjT,-015IS p, 4.3, 

S, BADANIA 

5, " Pro9ram i rodzaje badań wg PN-78/T-01515 p. S.1 

5,1,1, Badania .9rUpy A - wg PN-78jT-01515 p, 5. I. I 

"raz wg tabl. 1 na sir. 2 i 3. 

5.1.2. Badania grUPY B - wg PN-78jT-OISI5 , p.5.1.2 

oraz wg tabl. 2 na str,. 3 i 4. 

5. 1.3. Badani a grupy C - wg PN-7SjT -01515 P. 5. 1.3 

oraz wg tabl. 3.pa str. S + 7. 

S, 1,4, Badania grupy D - wg PN-7SjT-01515 P. 5.1,4 

oraz wg tabl, 4 na sir. S. 

Zgłou:ona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zlednoczenla' Przemysłu Podze.połów I Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 30 listopada 1981 r. jako norma obowlqzujqca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 1/1982 paz. 2 ) 

WYOAWNtCTWA NORMAliZACYJNE 1982. Druk. W,d. NOł'm. W·w •• Ark, w,d. 1,40 twkl. 2300<55 z ..... 3500181 C.na ał 20,00 



Metoda 
badania 

wg Poziom jakości I 
Rodzaj badani a 

PN-78/ Poziom 
T-01515 

kontroli 
Warunki 

- i AQL 
badania 

1 2 3 4 

Pod5l!:uea Al II; t, 5 
Sprawdzenie wy- 5.3.2 
miar6w (gł6wnych) 

Sprawdzenie wy_ 5.3.3 
konani a obudowy • 
Sprawdzenie pra- 5.3.6 
widłowości cecho-
wania 

PodS!:upa A2 II; l, 5 

Sprawdzanie pod_ 5.3.7 wg PN-74/ 
s .tawowych paramet- T -01504.00 
r6w elektrycznych: 

I 'R 

C tot ~UR 1) 1) przy 
okre lonym U R 
zbli10nym do maksy-
mainego 

C tot ł UR2~ 1) przy 
okre lony niskim 
UR 

C tot (UR21 ~ 
C 

tot(UR 1) -
ACtot 2) . 

C . +C . 
totl tot2 

2 
_. 

Pod5lruea A3 I; 1,5 

Sprawdzanie dru- 5.3.7 wg PN-74/ 
gorzędnych para-. T-01504.oo 
metr6welektrycz-
nych: 
Ts lub Qs 

--

Tablica 1 

Plany i warunki badań 

Poziom jakości" Poziom jakości III 

Poziom Poziom 
"kontroli 

Warunki 
kontroli 

,Warunki 

i .AQL 
badania i AQL 

badania 

5 6 7 , 8 

II; 1, 5 II; 1,5 

-
II; 1, O II; 0,65 

wg PN-74/ wg PN-74/ 
T-Ol504.00 T -01504.00 
-

• 

, 

II; t, O II; 1, O 

PN-74/ wg PN-74/ 
T -01504.00 T-01504.00 

Poziom jakości IV 

Poziom 
kontroli 

Warunki 

i AQL badania 

9 10 

II; t, O 

II; 0,4 

wg PN-74/ 
T -01504.00 

II; 1, O 

wg PN-74/ 
T -O 1504.00 

. 

Dane wg arkusza 
szczeg6łowego 

" 
sprawdzane 
par ametry ge-
ometryczne 

wartości granicz-
ne sprawdzanych 
parametr6w elek-

. trycznych ;" wa-
runki ich pomiaru 

wartości gra-
niczne sprawdza-
nych parametrów 
elektrycznych 
i warunki ich po_ 
miaru 

I 
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cd. tabl. 1 

. 
Plany i warunki badań 

Metoda 
badania Pozi.om jakości I Poziom jakości II Poziom jakości 1/1 Poziom jakOści IV 

Dane wg arkusza 
Rodzaj badani a wg , 

szczeg6łowego 
PN-78/ Poziom Poziom Poziom Poziom 

Warunki Warunki Warunki Warunki 
T -01515 kontroli kontroli kontroli kontroli 

I AQL 
badania 

i AQL 
badania i AQL 

badania 
I A/:lL 

badania 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-

Podprupa A4 - .. I; 2,5 I' I, S ' - , 
Sprawdzanie pera- 5.3.7 - - wg PN-74/ wg PN-74/ temperatura oto-
metrówelektrycz_ 

. .. 
T-O 1504. 00 T-01504.00 czeni a, wartości 

nych w temperatu- graniczne spraw-
rach innych nii dzanych paramet-
normalna tempera- . rów elektrycz_ 
tura otoczenia: nych i warunki 

l R - ich pomiaru 

. 
Znak - oznacza, ie badania nie prz,prowadza sil'. 

Nie wypełniona kolumna "warunki badania" oznacza normalne warunki . atmosfer yczne. jeieli nie zostanie inaczej określone w arkuszu szczeg6łowym, . 
l) W normie przedmiotowej powipny być określone co najmniej dwa parametry. 

2) Dla określonych typ6w diod. 
------- - ----

Tablica Z 

- Plany i warunki bad" 

Metoda badani a Poziom Jakości III Poziom Jakości IV 
Dane wg arkusza szczegółowego '. Rodzaj badani a wg 

PN-78/T -01515 PozIom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

kontroli 
badania 

kontroli 
badania 

i AQL i AQL 

l 2 3 ,. 5 6 7 . 

Podw=upa 91 S-I; 1,5 S-3; 1,0 

Sprawdzeni e wytrzymałości 5. 3, 21 rodzaj I szczeg6łowe w~unkl badania,. 
mechanicznej wyprowadzeń wartości obcl,ień , 
Sprawdzenie szczelności t) 5,3.27 rodzaj badania, dopuszczalny poziom nie-

szczelności lub zakresy wartości I wa-
runki pomiaru sprawdzanych po badaniu 
parametrów elektrycznych 

, 

- - - - -- -- - -- -- ---- -------- L--.-_. -- ---- -- -
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cd. tabl. 2 

Metoda 
Pla~y i warunki badań 

badania Poziom jakości III Poziom . jakości IV 
Rodzaj badani a wg Dane wg arkusza szczeg6łowego 

PN_7S/T_01515 Poziom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

kontr<Hi kontroli . badania badania 
I AQL i AQL 

1 • 2 3 4 5 ' . 6 7 
I 

Podgrupa 82 S-Ą; 1,5 S-"'; t, O 

Sprawdzenie lutowności 5. 3. 5a) temperatura 'Iu- temperatura lu- -
wyprowadzeń towin 235 Oc towf" :a 235 Oc 

Podgrupa 83 S-3; 1,5 5-3; t, O 
• 

Spr awdzenl e wytr z}/m ałości 5.3. 17 500 mm 500 mm połozertie elementu w czasie spada-

na spadki swobodne - ni a; zakresy waMości i warunki pbmi a-: 
ru sprawdzanych po badaniu paramet-
r6w elektrycznych 

Podgrupa 84 - S-4; l, O . 
Sprawdzenie wytrzymałości 5.3. 16 245 m/s 

2 
spos6b mocowani a k<>.rpusu lub wy_ 

na udary wielokrotne 1000)(3 prowadzeń elementu; zakresy wartości 
i warunki poml aru sprawdzanych Jio 
badaniu parametr6w elektrycznych 

Podgrupa 85 S-3; 1,5 S-3; l, O 
. 

Sprawdzenie wytrzymałości 5. 3. 12 T =t TA - t.tg min zakresy wartości i warunki pamiaru 
na nagłe zmiany temperatu_ 

A ,tg.ml n 
sprawdzanych po b,adaniu paramet-

ry TB = t. ,g·max T B - t.tg .max r6welektrycznych 

• . 
Podgrupa B6 S-4; l, O S-4; 0,65 

Sprawdzenie odporności na 5.3.22 25 Oc 1); 25 OCZ); metoda badani a, warunki obcięleni a, 

narażeni a elektryczne 
100 h 100 h 

zakresy wartości I warunki pomiaru 

.. ' sprawdzanych w czasie i po badaniu 
par ametr6w e I ek tr ycznych 

Znak - oznacza, le badani a nie przeprowadz·a się. ~ 

Nie wypełniona kolumna "warunki baoania" oznacza normalne warund atmosferyczne, jeleli nie zostanie inaczej określone w arkuszu szczeg6łowym. 

t) Badania nie stosuje się dla wyrob6w w obudowach plastykowych. 
- . 

2) Jeleli ari<usz szczeg6łowy nie podaje inaczej. 

- - - _ ._-
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Metoda 

Rodzaj 
badania 

Poziom jakości I 
badania wlf 

PN-78/ Poziom . 
T -01515 Warunki kontroli 

badania 
i AQL j 

1 2 3 4 

Podsrul!a CI 5-3; 2,5 

Sprawdzenie wy_ S. 3.21 
trzymałości me-
chanicznej wy_ 
prowadzeń 

Sprawdzenie 5.3.27 
szczelności 1) 

Podqrul!a C2 , 5-3; 2,5 

Sprawdzenie 5.3.7 
parametrów elek-
trycznych 

Sprawdzenie od- 5.3. 11 t amb ma>< 
pornOści na su-
che gor,co 

Sprawdzeni e od- 5.3; 9 t 
amb min 

, porności na 
zimno 

Pod~uea C3 5-3; 2,5 

Sprawdzenie mas) 5.3.4 

Spi-aw~zenie 5.3.6.2 
trwałości cecho-
wania 

Sprawdzeni e lu- 5.3. Sa) temperatura , " o 
towności wypro'" lutowia 235 C 
wadzeń 

-- ----- --- --------

Tablica 3 

Plany i warunki badań 

Poziom jakości II poziom jakości III 

Poziom Poziom 
Warunki ' Warunki 

kontroli kontroli 
badania badania 

i AQL i AQL 

5 6 7 8 

5-3; 2,5 -
-

• 

~, 

-

5-3; 2,5 5-3; 2,5 

, 

t amb ma>< tamb ma>< 

" 

t 
amb )l1in tamb min 

. 
5-3; 1,5 -

-
-

temperatura lu- -
tO,wia 235 Oc 

--- - - - - -- -- -_ .. _- - - - - - -

Poziom jakości IV 

Poziom 
Warunki 

kontroli 
badania 

i AQL 

.. 9 10 

-
-

-

5-3; 1,5 

t amb ma>< 

t amb min 

-
-
-

-
-- -- -----

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

11 

rodzaj i szczegółowe 
warunki badania, 
wartości obcip"eń 

rodzaj badani a, do-
puszczalny poziom 
nieszczelności lub 
zakresy wartości 
i warunki pomi aru 
sprawdzanych po ba-
daniu parametrów 
elektrycznych 

zalo.resy wartości 
i warunki pomi aru 
sprawdzanych w cza-
sie badania ipo ba-

,daniu parametrów 
e lektr ycznych 

, 

masa wyrobu 

. 

, 
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cd,tebl, 3 

RodzaJ 
badania 

l 

Podgrupa C4 

Sprawdz~nle wy
trzymałości na 
przyspieszenie 
stałe 

Sprawdzanie wy
trzymałości na 
ud!lry pojedyncze 

"SprllWdz"nie wy
trzymałości na 
udary wielo
krotne 

Sprawdzanie wy
trzymałości na 
wibracje stałe 

Sprawdza"nie wy
trzymałości na 
wibracje o zmien
nej częstotli -
wości " 

Podgrupa es 
Sprawdzenie wy_ 
trzymałości na 
ciepło lutowani a 

, 
SpraWdzenie wy
trzymałości na 
nagłe zmiany 
temperatury 

Spr awdzenl e wy
trzymałości na 
wi 19otne gorfco 
stare 

Metod, 
badania 

wg 

PN-78/ 
T -01515 

2 

5,3.20 

5. 3. 15 

5.3, 16 

3, 3, 19 

5.3. 18 

/ 

s. 3. "Sb) 

5. 3. 12 

S.3. 13 

Poziom Jakości I 

Poziom 
kontroli 

i ,AQL 

3 

5 "-3; 
1,5+2,5 

5-3; 2, S 

Warunki 
badania 

4 

98 "000 2) m/s2; 
l min 

2 
14 700 m/s: 
3x6 

2 
98 m/s 
80 Hz 
3h 

temperatura 
kfPieli 3S0 .oc 
lub 260 oC, 
czas regeneracji 
2+6 h 

4 d~) 

Plany i warunki badań 

Poziom jakości II 

Poziom 
kontroli 

i ,AQL 

5 

5-3; 1,5 

5-3; 2,5 

Warunki 
bad'anl a 

6 

98 000 2) m/s 2; 
l min 

2 
14700 m/s 
3)( 6 

2 
98 m/s 
80 Hz 
3h 

temperatura 
k\,pieli 3S0 Oc 
lub 260 oC, 

" czas regeneracji 
2+6 h 

10 d 

Poziom jakości III 

Poziom 
kontroli 

I,AQL 

7 

5-3; 1,5 

5-3; I,S 

Warunki 
badania 

-8 

196000 2) m/s2; 
1 min 

2 
1470 m/s 
3><4000 

98 m/s 
2 

10f5OO0 Hz; 
6 h 

, 

temperatura 
k\,pieli 3S0 Oc 
lub 260 oC, 
czas regeneracji 

2+6 h 

21 d 

Poziom jakości IV 
Oane wg arkusza 

s zczeg6łowego 
POZiOM 
kontroli 
, i ,AQL 

9 

5-3; l, O 

5-3; 1, 5 

Warunki 
badania 

10 11 

196000 2) m/s
2

; ", kierunki probiercze, 
l min sposób mocowania 

kąrpusu lub wyprowa. 
dzełl, zakresy war
tości j" warunki po
miaru sprawdzanych 
po badaniu paramet
r6w elektrycznych 

2 
1470 m/s • 
3><4000 

" 2 
98 m/s 
10+5000 Hz; 
6h 

temperatura 
kł'pieli 350 Oc 
lub 260 oC, 
czas regeneracj 
2+6 h 

56 d 

zakresy wartości 

i warunki pomiaru 
,prawdzanych po 
badaniu paramet
r6w elektrycznych 

" 

ao 
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cd. tabl. 3 

Metoda 
p I any i war-unki badań · 

Rodzaj 
, 

I badania Poziom jakości I Poziom jakości II poziom jakości III Poziom Jakości IV I Dane wg arkusza 
badania wg 

Poziom Poziom poziom Poziom I s zczeg6łowego 
PN-?8/ Warunki Warunki Warunki Warunki kontroli kontroli kontroli kontroli T -01515 badania badania . badania 

i AQL 
badania i AQL i AQL i AQL , 

1 I 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 I 
Podgrupa e6 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1, O 5-3; 1, O 

Sprawdzenie od- 5.3.22 25 °c,\ 1000 h 25 Oc 4); 1000 h 25 Oc 4); 1000 h 25 Oc 4) .. 2500 h metoda badani a, wa-
por noścl na nar a- runki obci,:teńi a, 

1-ieni a elektryczne - zakresy wartości 
i warunki parni aru 
sprawdzanych w 

czasie i po badaniu 
parametrów elek-

'trycznych 

PodS!:uea C7 5-3; 1, O 
Sprewdzel'li e wy_ 5.3.8 t ng min I zakresy wartości 
trzymałości na i warunki parni aru ID 

1000 h Z zimno sprawdzanych· po I 

badaniu parametrów 
ClI -

e lektr ycznych 
......... . . ". 
w· 
w 
..;j 

podS!:~aCe • Ul 5-3; 1,5 5-3; l, O 5-3; l, O I 
W Sprawdzenie wy- 5. 3. 10 

t.st" ma>< t 's:tg ma>< tajg ma>< zakresy wartości P' 
trzyma/ości na i warunki parni aru o 

1000 h 1000 h 1500 h sprawdzanych po ba-
o 

suche gor,co " 

daniu parametrów 
elektrycznych 

I I 
Podgruea C9 - 5-3; 1,5 - -
Sprawdzenie wy_ 5. 3. 17 - 500 mm - - połoienie elementu w 
trzymałości na . czas!e spadania;· za-
spac:l<i swobodne kresy wartości i wa-

runki pomiaru spraw. 
'łzanych po badani u 

-[ . 1 I parametrów elek-
trycznych 

PodS!:uea t: 10 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 5-3; 1, O sprawdzane para-
Sprawdzenie wy- 5.3.3 metry geometryczne 
miar6w 

Znak - oznacza, ie badani a nie przeprowadza się. 
Nie wypełniona kolumna "warunki badani a" oznacza normalne warunki atmosferyczne, jeżeli nie zostanie inaczej określone w arkuszu szczeg6łowym. 

1) Badania nie stosuje się dla wyrobów w obudowach plastyknwych. 
2) .Jeieli innych wartości przyspieszeń nie podaje arkusz szcze.9Ółowy. 
3) .Jeżeli innego czasu nie podaje arkusz szczeg6łowy. 
4) .Jeżeli innyc;h temperatur nie podaje arkusz szczegółowy. 

..;j 



Tablica 4 

Plany i warunki badań 
Metoda 
badania _ Poziom jakoicl I ' Peziom Jakości II, Poziom jakości III Poziom lakości IV Dane wg arkusza 

Rodzaj badania wg szczeg6łowego 

PN-78/ 
Poziom kontroli Warur.d Pozlm 'kontro11 Warunki ' Poziom kontroti Warunki ' Poziom ' kontro'li Warunki 

T -01515 
i AQL badania I AQL badania i ,AQL betlania i AQL badenia 

l 2 3 4 5 li 7 8 9 10 11 

POdaruea 6, - -- - 5-3; 1,5 5-3; j,5 

Sprawdzenie od- 5. 3. '14 - - 10 hPa 10 hPa temperatura nara-
porności na nis_ ta'n'ia,' zakresy war-
kle ciśnienie toścl i warunki po-
atmosfer yczne miaru sprawdzanych 

w czasi e i po bada-
/ niu parametr6w 

elektrycznych 

Podaruea -b2 t) 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 2,5 
-

Sprawdzenie wy- 5.3.25 rodzaj rozpuszczal-
trzymałości na , nika 
rozpuszczalniki 

Pod&!:uea 03 l) 5-3; 2,5 5-3; 2,,5 5-3; 2,5 5-3; 2,5 

Sprawdzenie 5.3.26 rodzaj badani a 
palności 

Poda!:uEa bił 2) - - 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzeni e wy_ 5.3.23 - - stopień dopuszczal-
trzymałości na nego wzrostu grz)'-
pleśń bów pleśniowych, 

wymagani a ,dotyc:ą.-. ce uszkodzeń po-. 
wierzchniowych • 

, J) 
poda!:uea 05 - - 5-3; 2,5 S-3; 1,5 

Sprawdzenie wy_ 5.3.24 - - 2d 2 d połotenie elementu 
trzymałości na w czasie badania 
mgłę solop 

' -Znak - oz'nacza, ' te badanie, nie przeprowadza się. 
Nie wypełniona kolumna "warunki badani a" oznacza normalne warunki atmosferyczne, jełell nie zostanie Inaczej określone w arkuszu s,zczeg6łowym. 

1) Badania stosuje się dla wyrobów w obudowac!1 plastykowych, -
2) Badanie wykonuje się przy zam6wieniu wyrobów w wYkonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego, 

--- - -
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BN-&1j,"7~-3S. 00 g 

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-7SjT -01515 P. 5.2. 

5.3. Opis badań - wg PN-78/T -01515 P. 5.3. oraz wg 

arkusza szczeg6łowego. 

5.4. Ocena wynik6w badań - wg PN-78/T -01515 P. 5.4. 

5,5. Oo&lawa element6w po "badani ach 

T -01515 P. "5.5. 

wg PN-7S/ 

(;. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU I\EGATYWNEGO 
, 

WYNIKU BADAN 

6. '. Badania grupy A _ wg PN-7SjT-0151S P. 6. 1. 

6.2, Badania grupy B _ wg PN-7S/T.:.01515 P. 6.2. 

6.3. Badania grupy C_- wg PN-7S/T-01515 P. 6.3. 

6,4, Badani a grup.y D - wg PN-7SjT -O 1515 P. 6.4. 

.1< O N I E C 

II'FORMACJE DODATKOWE 

f, ,,,.tytucja opracówuJpca norm? Naukowo_Produk-

cyjne Centrum Półprzewodników,· Werszawa. 

2. 'stotne zmiany w stosunku do f!JN-77/3375-3S, 00 
i 

a) zmieniono postano~ienia normy na zgodność ZPN-7E}" 

T -01515, 

b) wprowadzono now, rozszerzol'l(l klasyfikację jakoś

clow, dzlel,c, elementy na cztery ·poziomy jakościowe, 

c) zmienIono podział na podgrupy badań celem uwzględ

nienia postanowień normy RWPG !?T SEW 300-76. 

3, Normy zwl.z.ne 

PN-78/T -01500.00 ·Elementy półprzewodnikowe. Pojęci a 

. podstawowe, Nazwy i okre'lenia 

PN-78jT-Of500. Ol Elementy p6łprzewodnikowe. Diody, 

Nazwy I określeni a 

PN-76jT -01501.00 Elementy półprzewodnikowe mikro-

układy scalone. Oznaczenia literowe podstawowych 

wtelkości elektrycznych I parametrów. Postanowieni a 

0g61ne 

PN-76/T-01S01.01 Elementy półprzewodnikowe. 

czenia literowe parametrów: diod 

PN-74/T -01504,00 Elementy pÓłprzewodnikowe. 

Oznll_· 

Metody 
. ' pomiaru parametrów tranzystorów i diod. Postanowie_ 

nia og61ne 

PN-78/T-OI515 Elementy ·półprzewodnikowe. Ogólne wy_ 

magania i badania 

BN-70/337S-11 Elementy półprzewodnikowe, Diody. Po_ 

dział 

4, Symbol wS SWW - '156-15 • 

S, Dostawy diod pojemnościowych o wysof(ięj i bardżo 

wysokiej jakości mog, być realizowane po uzgodnieniu 

producente"1 wielkości dostaw i uzgodnieniu ceny. 
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